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Толщина тонкопленочных твердотельных объектов существенно влияет 

на их свойства (электрические, магнитные, оптические и др). Применение 

рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) позволяет контролировать не только 

химический состав плёнок и покрытий, но и их толщину [1]:  

 

где  – интенсивность характеристической линии  от материал плёнки; 

 –интенсивность характеристической линии  от массивного материала;  

– коротковолновая граница спектра;  – длина волны края поглощения, 

соответствующего характеристической линии  в пробе;  – коэф. поглощения 

излучения с длинной волны  в элементе  .  – коэф. ослабления   длинной 

волны  в пробе;  – коэф. ослабления излучения характеристической линии  

в пробе;  - интенсивность возбуждающего спектра; – плотность  материала; 

 – толщина плёнки. 

В работе предложен алгоритм и создана программное обеспечение для 

численного расчета интенсивности характеристических линий для 

рентгенофлуоресцентного излучения от плёнок заданной толщины. Для 

спектрометров СПРУТ-К и СПРУТ-ВМ были рассчитаны глубины выхода 

флуоресценции характеристических линий в тонких плёнках Zr, Ni, Ti, Al. 

Рассчитаны зависимости относительных (по отношению к массивным 

материалам) интенсивностей характеристических линий элементов покрытия от 

толщины покрытия. Расчеты хорошо согласуются с экспериментальными 

результатами. Создан комплекс программ, позволяет автоматизировать процесс 

определения толщины однокомпонентных пленок по результатам РФА.  
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